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Ultradzwigkowy defektoskop z uktadem pomiarowym
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Przedmiotem wynalazku jest ultradZwiekowy
-defektoskop z cyfrowym ukladem pomiarowym,
siuzgcy do wykrywania wad w materiatach oraz
do pomiamu odlegtosci od powierzchmni badanego
materiatu do wady. Defekitoskop przeznaczony jest
réwniez do pomianu grubo§ci materiatu u- takze do
pomiaru szybkodci nozchodzenia sie fal ultradzwie-
- kowych w badanych materiatach. .

Znane s3 defektoskopy pracujace ma zasadzie
fal ultradfzwickowych i przeznaczone do wykry-
wania ukrytych wad w materialach oraz do po-
miaru grubosci tych materiatéw. Do wskazywania
rezultatéw pomiaréw w tych defektoskopach shu-
zy lamipa oscyloskopowa, ktérej zastosowanie po-
woduje liczme wady i miedogodnos$ci, wymikajgce
z duzych rozmiaréw defektoskopu oraz komiecz-
no$ci zachowania duzej ostrozno$ci przy pracy.
Powazng wade defekitoskopbw z lampg oscylosko-
powa stanowi koniecznos$é stosowania wysokich
napie¢ do odchylenia strumienia elektronéw oraz

duzego natezenia prgdu- do zarzenia lampy. Po-

nadto lampa oscyloskopowa daje mato dokiadny
i zajmujacy duzo czasu odczyt, szczegblnie trudny
w warunkach pelnego o$wietlenia. Wymienione
wady zupelnie wuniemoZliwiajg stosowanie zma-
nych defekitoskopéw jako urzadzen przemosnych,
to znaczy przy pracy w warunkach ruchowych.
Wymienionych wad nie wykazuje ultradZiwieko-
wy defekitoskop z cyfrowym ukiadem pomiarowym
wedlug wynalazku, obejmujgcy uklad elektronicz-
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ny, skladajgcy sie z generatora impulséw o wzor-
cowej czestotliwosci, bramki, tréjdekadowego licz-
nika impulséw z cyfrowym urzadzeniem twskaZni-
kowym, ukladu mierzacego amplitude impulsu od-
bitego oraz ukladu elementéw logicznych.

Przez wyeliminowanie stosowanyich powszechnie
generator6w wysokich napieé i Zr6dia 2Zarzenia

. uzyskano nieznaczne wymiary defektoskopu i je-

go niski pobér mocy przy réwnoczesnie wysokiej
dokladno$.ci pomiaru i latwym odczycie, nie wy-
magajgcym wykwalifikowanej obskugi.

Budowa ultradZzwiekowego defektoskopu z cyfiro-
wym ukfadem pomiarowym jest uwidoczniona na
rysunku, kéry przedstawia schemat blokowy ftego
przyrzadu. W skiad przyrzgdu wchodzi nadajnik
ultradézwiekowy 1, sluzacy do generowania impul-
s6w drgafi elekirycznych, przesylanych do prze-
twornika elektroakmustyczmego 3, ktéry drgania te
prz.etwéma na fale ulfradZwieckowe, wysylane w
glab badanego materialu. Po odbiciu od wykrytej
wady Iub od dna badanego materialu fale ultra-
dzwickowe wracajg do przetwornika elektroaku-
styczmego 3, ktéry zamienia dngania, wywolane
tymi falami, na impulsy elekitryczne, wzmacniane
z kolei ‘we ‘wzmacniaczu 2.

Do formowania impuilséw elektrycznych z madaj-
nika 1 1 wzmacniacza 2 shuzg dwa uklady formu-
jace 4 i 5. Natomiast przesylany qo przebwornika
elektroakustycznego 3 impuls nadawczy steruje
pracg przerzutnika bistabilnego 16 _powodujac
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otwarcie bramki 7, przez kitérg przechodzg im-
pulsy wysytane z generatora 6 do tréjdekadowego
licznika impullséw 8, 9 i 10. Po odbiciu sie od wa-
dy Tub od dna badanego materiatu impuls odbior-
czy jest wizmocniony we wzmacniaczu 2 i po ufor-
mowaniu w ukitadzie formujgcym 5 steruje praca
przerzutnika bistabilnego 16, powodujac zamknie-
cie w bramce 7 drogi dla impulsé6w 2z genera-
tora 6.

W ten sposéb tréjdekadowy licznik impulséw
8, 9 i 10 zlicza okreflong liczbe impulséw, stano-
wigcych miare odlegloSci od powierzchni badame-
go materialu do wady, przy czym liczba ta jest
wiskazywana przez wskazniki cyfrowe 11. Ukiad
sterujgcy 20 wraz z ‘loczynami logicznymi 14, 15
i 18, sumami logicznymi 17 i 18 oraz przebgczni-
kami 12, 13, 25 i 26 jest przeznaczony do sterowa-
nia cyklami pomiarowymi, na przyklad rozpocze-
ciem pomiaru, skasowaniem licznika 8, 9 i 10,
otwieraniem i zamy‘kanhem drogi dla impulsu od-
bitego Tp.

Zastcsowanie ukladu wyzwalajgcego 21, gene-
ratcra akustycznege 22 oraz sygnalizacji optycznej
i akustycznej 23 ma na celu sygnalizowanie obec-
nosci wady w badanym materiale. Natomiast do po-
miaru amplitudy impulsu odbitego sluzy dowolny
znany uklad 24. Przelgczniki 12 i 13 okreslaJa prze-
dzial grubosci, w ktérym poszukuje sie wady. Uklad
taki pozwala wyeliminowaé impulsy zakldcajace,
ktére pojawiajg sie za impulsem nadawczym, oraz
impulsy odbite od dna materlalu wywolujgce nie-
jednioznaczng mmtlerpreftatc]e wynikéw w znanych
defektoskopach z lampg osdyloskopows.

Do zalgczenia napiecia anodowego do wskazni-
kéw cyfrowych 11 stuzy przelgezmik 26. Natomiast
zadaniem przelgcznika 25 jest wlaczanie cyfrowe-
go pcmiaru odlegioSci od powierzchni badanego
materiatu do wady. »

Budowa defektoskopu wedlug wynalazku po-
zwala na podigczenie znanego generatora o regu-
lewanej czestiotliwio$ci z mozliwoscia dokitadnego
odczytu w miejsce widocznego na fig. 1 gemera-
tora 6. W tym przypadku mozliwy jest pomiar
szybkosci rozchodzenia wsie fal wultradzwiekowych
w badanym materiale. Szybkos¢ rozchodzenia sig
tych fal w prébce badanego materialu o znamej
grubos$ci jest wpriost proporcjonalna do czestotli-
wosci gencratora zewnetrznego.

Ultradiwiekowy defektoskop z cyfrowym ukla-
dem. pomiarowym wedlug wynalazku nadaje sie
szczegdlnie do szykkich badan przemystowych i do
pracy w terenie. Przy poszukiwaniu wady w spo-
s6b ciggly nasbtepuje jej sygmalizowanie optyczno-
akustyczne az do chwili wylaczenia przez obstu-
gujacego, albo tez sygnalizowanie frwa tylko wite-
dy, gdy nad wykrytg wada znajduje sie glowica
ultradZwiekowa. W tym celu w defektoskopie
wbudowany jest uklad wyzwalajacy 21 do wy-
zwalania monostabilnego lub bistabilnego ukladu
sygnalizacji 23 poprzez gemerator 22,

Defektoskiop wedlug wynalazku moze réwniez
shuzyé do pcmiaru odleglodci od powierzchni ba-
danego materiatu do istniejgcej w nim wady albo
do dna materialu. Wspomniana juz wymiana ge-
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* 5. Ultradzwickowy defektoskop wediug

4
neratora wmozliwia zastosowanie przyrzgdu do

‘pomiaru szybkos§ci rozchodzenia sie fal ultra-

dswickowych w badanym materiale.

Zalety defekitoskopu wedlug wymalazku jest po-
nadto ‘jego prosta obstuga oraz nieznaczny pobor
mocy przy Zrodiach zasilania o niskim napieciu,
a réwmnoczeSnie wysokiej dokiadnos$ci uzyskamego
pomiaru.

Zastrzezemia patentowe

1. Ultradzwickowy defektioskop z ukladem pomia-

rowym do pomiaru odleglo$ci od powierzchni

badanego materiatu do wady, pomiaru grubosci
materialu oraz pomiaru szybko$ci rozchodzemia
sie fal ultradZwiekowych, obejmujgcy znany
uklad nadajnika i przetwornika elektroakustycz-

mego, znamijenny tym, Ze jest wyposazony w

generator impulséw (9) o wzorcowej czestotli-

wiosci, trajdekadowy licznik impulséw (8, 9 i 10)

z cyfrowym urzadzeniem wskaZnikowym (1),

przelaczniki (12 i 13) do nastawienia przedzialu

odleglosci, w kitérym pojawiajg sie impulsy od-
bite od wady lub dna badanego materialu oraz
bramke (7), otwierang ‘imipulsem nadawczym
wychodzacym ze znamego nadajnika (1) za po-

mocg przerzuinika bistabilnego (16) a zamy-

kang za pcmocg t2go samego przerzutnika (16)

impulsem odbitym ¢d wady lub dna badamnego

materiabu i wzmeccnionym We wzmacniaczu (2),

przy czym liczba impulséw zliczanych przez

trojdekadowy licznik (8, 9 i 10) jest wprost
proporcjonalna do czasu przesuwania sie fal
ultradzwiekowych, wysytanych, ze znanego
przetwornika elektroakustycznego (3) w glab
badanego materiatu, a sam przetwornik (3) jest
pobudzany impulsem nadawczym z nadajni-

ka (1).

Ultradzwiekowy defek!toskop wedlug zastrz. 1,

znamienny tym, ze do jego przelgcznikéw (12)

i 13) sg pbdlaczone iloczyny logiczne (14 i 15),

sterujace zawartym w ukiadzie (20) przerzutni-

kiem bistabilnym (16), ktéry steruje iloczynem

logicznym (18).

Ultradzwickowy defektioskop wedliu.,, zastrz. 1

i 2, znamienny tym, ze jest wyposazony w

uktad wyzwalajgcy (21) do wyzwalania momno-

stabilnego lub bistabilnego ukiadu sygnalizacji

(23) pcprzez generator (22).

4, Ultradzwickowy defektoskop wediug zastrz.
1—3, znamienny tym, ze wzmacniacz (2) jest
podigczony do ukladu (24) mierzgcego amplitu-
de impulsu odbitego od wady lub dna bada-
nego mateniatu

w

zastrz.
1—4, znamienny {ym, ze wzmacniacz (2) jest
potaczony z ukladem formujgcym (4), blokujg-
cym -ten wzmacniacz na czas trwamia impulsu
przekazywanego przez nadajnik (1).

6. UltradZwickowy defektoskop wediug zastrz.
1—5, znamienny tym, Ze w miejsce generatona
impulsGw (6) jest podigczomy znany gemerator
0 regulowanej i odczytywanej czestotliwosci.
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